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(57) Abstract: The invention relates to a method for controlling a photosensitive device, comprising a matrix of photosensitive
points of a type produced, in particular, by means of semiconductor material deposition technology. The invention particularly (but
not exclusively) relates to the control of such devices used for the detection of radiological images. The method comprises carrying
out a reading phase with a cycle of images, with a useful image preceded by at least one offset image take at an initial timepoint. A

timepoint from the useful image is applied to the useful image.

~~ (57) Abrégé : La présente invention conerne un procédé de commande d’un dispositif photosensible comportant une matrice de
points photosensibles du type notamment réalisés par des techniques de dép6t de matériaux semi-conducteurs. L’ invention concerne
plus particulierement (mais non exclusivement) la commande de tels dispositifs utilisés pour le détection d’images radiologiques.
o Le procédé consiste a soumettre le point photosensible lors d’une phase de lecture a un cycle d’images successives comportant une
image utile précédée d’au moins une image d’offset réalisée a un instant initial. On applique a 1’image utile une correction fonction
de I’'image d’offset réalisée a 1’instant initial et du temps (ti) séparant 1’image utile de I’image d’offset réalisée a I’instant initial.
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PROCEDE DE COMMANDE D’UN DISPOSITIF PHOTOSENSIBLE

La présente invention concerne un proceédé de commande d'un
dispositif photosensible comportant une matrice de points photosensibles du
type notamment réalisés par des techniques de dépot de matériaux semi-
conducteurs. L'invention concerne plus particulierement (mais non
exclusivement) la commande de tels dispositifs utilisés pour la détection
d'images radiologiques.

Les techniques de dépdts en films minces de matériaux semi-
conducteurs tels que le silicium amorphe hydrogéné (aSiH), sur des supports
isolants en verre par exemple, permettent de réaliser des matrices de points
photosensibles pouvant produire une image a partir d'un rayonnement visible
ou proche du visible. Pour utiliser ces matrices a la detection d'images
radiologique, il suffit d'interposer entre le rayonnement X et la matrice, un
écran scintillateur pour convertir le rayonnement X en rayonnement lumineux
dans la bande de longueurs d'onde auxquelles les points photosensibles
sont sensibles.

Les points photosensibles qui forment ces matrices comprennent
généralement un élément photosensible associé a un elément remplissant
une fonction d'interrupteur. Le point photosensible est monte entre un
conducteur de ligne et un conducteur de colonne. Selon les besoins, le
dispasitif photosensible comporte alors une pluralité de points photosensibies
agences en matrice ou en barrette.

L’élément photosensible est couramment constitue par une diode,
montée en série avec I'elément interrupteur. L'élément interrupteur pedt etre
par exemple une diode dite de commutation dont l'état “ fermé " ou
“ passant” correspond a la polarisation qui la met en conduction directe, et
dont V'état “ ouvert " ou “ bloqué " correspond a sa polarisation en inverse.
Les deux diodes sont montées avec des sens de conduction opposes, dans

une configuration dite “ téte-béche . Une telle disposition est bien connue,
notamment par la demande de brevet frangais publié sous le no. FR 2 605 166

dans laquelle sont décrits, une matrice de points photosensibles du type a deux
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diodes en configuration "téte-béche", un procédé de lecture des points
photosensibles, et une maniere de réaliser un tel dispositif photosensible. Le
mateériau semi-conducteur amorphe produit de la remanence. Ceci est lié a sa

structure amorphe qui comporte un grand
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nombre de piéges, bien plus que dans les matériaux cristallins. Ces pieges
sont des defauts de structure qui s’étendent sur toute la bande interdite. lls
retiennent des charges engendrées lors d'une prise d'image. Le matériau
meémorise une image correspondant a une irradiation donnée et restitue des
charges relatives a cette image au cours de la lecture de l'image suivante
voire de plusieurs images suivantes. La qualite des images s’en ressent.

Un defaut affecte la qualite des images. Les composants semi-
conducteurs utilisés dans de tels dispositifs photosensibles ne sont pas tous
identiques et le dispositif photosensible possede de maniere inhérente des
inhomogénéités qui se traduisent par des zones altérées et qui varient dans
le temps.

Pour essayer d’obtenir une image utile de qualité optimale, on
effectue une correction de 'image utile a partir d'une image dite d'offset

connue sous la dénomination francaise d'image noire généralement prise et

stockée en début d'un cycle de fonctionnement. Cette image d'offset est
'image obtenue alors que le dispositif photosensible est exposé a un signal
d’'intensité nulle et correspond a une sorte d'image de fond. L'image d'offset
varie en fonction de [letat electrique des composants des points
photosensibles et de la dispersion de leurs caractéristiques électriques.
L’'image utile est celle lue alors que le dispositif photosensible a été exposé a
un signal utile qui correspond a une exposition a un rayonnement X. Elle
englobe I'image d'offset. La correction consiste a effectuer une soustraction
entre I'image utile et I'image d'offset. Cette correction n'est fiable que si
'image d'offset n'a pas varié entre le moment ou elle a été prise et le
moment ou l'image utile est prise. |l faut que les points photosensibles soient
dans le méme état électrique juste avant |a prise de I'image d'offset et avant
celle de l'image utile. En I'absence de commande, les composants semi-
conducteurs sont a la recherche permanente d'un état d’équilibre qui peut
étre atteint en quelques heures car le temps mis pour les vider les pieges
des charges stockées s'étale sur des gammes de temps comprises entre
quelques microsecondes et quelques minutes voire méme quelques heures.
Apres ce laps de temps leur état peut encore varier en fonction de la
température ou de variations infinitésimales d'irradiation résiduelle.

Puisque la prise de I'image d'offset se fait généralement en debut
de cycle de fonctionnement du dispositif photosensible et que la prise de
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'image utile, déclenchée a la discrétion du radiologue, se fait de maniere
aléatoire lorsque le besoin s'en fait sentir, il n'y @ aucune raison pour que les
composants semi-conducteurs soient tous dans le méme état a ces deux
instants qui sont separes par un intervalle de temps variable.

Les figures 1a, 1b symbolisent 'état de remplissage des pieges
des composanis dun point photosensible d'un dispositif photosensible,
auquel peut s'appliquer linvention, au cours du temps. Les fleches
représentent des cycles d'image. Par cycle dimage on entend la suite
formée par une phase de prise dimage suivie d'une phase de lecture puis
d'une phase d'effacement et de réinitialisation comme explique dans la
demande de brevet francais publiée sous le no. FR 2 760 385. Durant la phase
de prise d'image, les points photosensibles sont exposés a un signal a capter
que ce signal soit un éclairement maximum ou l'obscurite, durant la phase de
lecture une impulsion de lecture est appliquée aux conducteurs ligne adresses
pour lire l1a quantité de charges accumulée lors de la prise d'image. Durant la
phase d'effacement et de réinitialisation, les points photosensibles sont effaces,
généralement optiquement et remis dans un état dans lequel ils sont receptifs a

une nouvelle prise d'image.

Entre deux cycles d'image successifs les points photosensibles
sont laissés au repos mais leur etat electrique évolue. On suppose que le
premier cycle d'image représente fournit I'image d’offset et les autres des
images utiles a corriger avec I'image d'offset.

On voit bien que si les cycles dimage interviennent de maniere
aléatoire comme sur la figure 1a, les etats electriques du point photosensible
étant différents en début de cycle, les images utiles corrigées avec 'image
d’offset ne peuvent etre fiables.

En revanche, sur la figure 1b les cycles d'image interviennent de
maniere réguliere, par exemple toutes les cing secondes, et au début de
chaque cycle ['état électrique du point photosensible est sensiblement le
meme.
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|'image d'offset n'a pas fluctué et la correction d'une image utile
prise pendant un cycle avec l'image d'offset prise pendant un autre cycle
précedent est fiable. L'inconvenient majeur de ce mode de fonctionnement
est quil apporte beaucoup de contraintes puisque les differents cycles
doivent se succéder de maniere périodique pour obtenir le résultat escompté.

Cette utilisation est tres restrictive et n’est pas compatible avec les
attentes des radiologues qui veulent pouvoir réaliser des images utiles selon
leurs besoins. La présente invention propose d’éviter cet inconvénient majeur
tout en garantissant une image de qualite optimum.

La présente invention vise un procéde de commande d'un dispositif
photosensible comprenant au moins un point photosensible avec une photodiode
reliée a un élément de commutation, consistant a soumettre le point photosensible
lors d'une phase de lecture a un cycle d'images successives comportant une image
utile précédeée d'au moins une image d'offset réalisée a un instant initial, caractérisé
en ce gu'on applique a l'image utile une coirection fonction de l'image d'offset
realisée a l'instant initial et du temps separant I'image utile de limage d'offset
realisee a l'instant initial, et en ce que la correction fonction du temps est élaborée
lors d'une phase de calibration préecédant la phase de lecture.

L'invention sera mieux comprise et dautres avantages
apparaitront a la lecture de la description détaillée de plusieurs modes de
réalisation de l'invention donnés a titre d'exemple, modes de realisation
ilustrés par le dessin joint dans lequel :

- les figures 1a, 1b, déja décrites, représentent I'état des pieges
des composants d'un point photosensible lors de son utilisation selon des
procedés connus ;

- les figures 2 et 3 représentent des dispositifs photosensibles
auxquels peut s'appliquer l'invention ;
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- la figure 4 représente sous forme de chronogramme un
exemple d'enchainement de plusieurs Iimages d'offset en phase de
calibration.

La figure 2 represente un schéma simplifié d'un dispositif
photosensible 1, comportant une matrice 2 organisée de fagon classique. La
matrice 2 comporte des points photosensibles P1 a P9, formés chacun par
une diode photosensible Dp et une dicde de commutation Dc montées en
série suivant une configuration tete-béche. La matrice comporte des
conducteurs en ligne Y1 & Y3 croisés avec des conducteurs en colonne X1 &
X3, avec a chaque croisement, un point photosensible connecté entre un
conducteur ligne et un conducteur colonne. Les points photosensibles P1 a
P9S sont ainsi disposés suivant des lignes L1 a L3 et des colonnes CL1 a
CL3.

s S . e ——— Y — —— e e T T e e e e e e B e e e e e e — T e e e e e e — e e e e P e e e o e e b i e—— S —— e ———— e —— "
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Dans I'exemple de la figure 2, seulement 3 lignes et 3 colonnes
sont représentées qui définissent 9 points photosensibles, mais une telle
matrice peut avoir une capacité beaucoup plus grande, pouvant aller jusqu’a
plusieurs millions de points. Il est courant par exemple de réaliser de telles
matrices ayant des points photosensibles disposés suivant 3000 lignes et
3000 colonnes (dans une surface de 'ordre de 40 cm x 40 cm), ou bien
disposeés suivant une unique ligne et plusieurs colonnes pour constituer une
barrette de detection, ou encore disposés suivant une unique ligne et une
unique colonne pour constituer un unique point photosensible.

e dispositif photosensible comporte un circuit de commande ligne
3, dont des sorties SY1, SY2, SY3 sont reliées respectivement aux
conducteurs ligne Y1, Y2, Y3. Le circuit de commande ligne 3 dispose de
differents elements (non representes), tels que par exemple, circuit
d’horloge, circuits de commutation, registre a décalage, qui lui permettent de
realiser un adressage sequentiel des conducteurs lignes Y1 & Y3. Le
dispositif photosensible comporte en outre une source de tension 4, délivrant
au circuit de commande ligne 3 une tension VP1 servant & définir 'amplitude
d'impulsions de polarisation appliquées aux conducteurs lignes et une source
de tension 13, délivrant au circuit de commande ligne 3, une tension VP2
servant a deéfinir 'amplitude dimpulsions de lecture appliquées aux
conducteurs lignes. Ces deux sources de tension peuvent éventuellement
etre confondues.

Dans chaque point photosensible P1 a P9, les deux diodes Dp, Dc
sont reliees entre elles soit par leur cathode, soit par leur anode comme dans
'exemple représenté. La cathode de la photodiode Dp est reliée a un
conducteur colonne X1 a X3, et la cathode de la diode de commutation Dc
est reliee a un conducteur ligne Y1 aY3.

Dans la phase d'acquisition d'image ou de prise d'image, c'est-a-
dire d’eclairement de la matrice 2 par un signal lumineux dit “ utile ”, les deux
diodes Dp, Dc de chaque point photosensible P1 a P9 sont polarisées en
inverse, et dans cet état elles constituent chacune une capacité. Il est a noter
que généralement les deux diodes Dp, D¢ sont congues pour que la capacité
présentée par la photodiode Dp soit la plus forte (de I'ordre par exemple de
50 fois).




CA 02449939 2003-12-04

WO 02/104006 PCT/FR02/01965

10

15

20

25

30

35

6

Lors de l'exposition a un signal lumineux utile, des charges sont
engendrees dans {a photodiode Dp par I'éclairement du point photosensible
P1 a PO auquel elle appartient. Ces charges dont la quantité est fonction de
I'intensite d'éclairement, s'accumulent en un point “ A” sur le nceud (flottant)
formé au point de jonction des deux diodes Dp, Dc. La lecture des points
photosensibles P1 a P9 s'effectue ligne par ligne, simultanément pour tous
les points photosensibles relies a un méme conducteur ligne Y1 a Y3. A cet
effet, le circuit de commande ligne 3 applique a chaque conducteur ligne Y1
a Y3 adresse, une impulsion dite de lecture d’'une amplitude donnée ; les
conducteurs lignes qui ne sont pas adressés sont maintenus a un potentiel
de reference Vr ou potentiel de repos, qui est la masse par exemple, et qui
peut étre le méme potentiel que celui qui est appliqué aux conducteurs
colonne X1 a X3.

L'éventuelle accumulation de charges au point “A" d'un point
photosensible P1 a P9, entraine en ce point une diminution de la tension,
c'est-a-dire une diminution de la tension de polarisation inverse de la
photodiode Dp. Avec certains modes de fonctionnement, I'application de
'impuision de lecture a un conducteur ligne Y1 a Y3 a pour effet de restituer
au potentiel du point “* A” de tous les points photosensibles reliés a ce
conducteur ligne, le niveau de polarisation qu’il possédait avant I'exposition
au signal lumineux utile : il en résulte une circulation dans chacun des
conducteurs colonne X1 a X3, d'un courant proportionnel aux charges
accumulees au point “ A ” correspondant.

Les conducteurs colonne X1 a X3 sont reliés a un circuit de
lecture CL, comprenant dans I'exemple un circuit intégrateur 5, et un circuit
multipiexeur 6 forme par exemple d'un registre a décalage a entrées
paralieles et sortie série pouvant étre du type C.C.D ( de 'anglais “ Charge
Coupled Device"). Chaque conducteur colonne est relié a une entrée
negative “ - ” d'un amplificateur G1 a G3 monté en intégrateur. Une capacité
d’integration C1 a C3 est montée entre I'entrée négative “ - ” et une sortie S1
a S3 de chaque amplificateur. La seconde entrée “+” de chaque
amplificateur G1 a G3 est reliee a un potentiel qui dans I'exemple est le
potentiel de reférence Vr, potentiel qui par suite est imposé a tous les
conducteurs colonne X1 a X3. Chaque amplificateur comporte un élement
interrupteur 11 a 13 dit de remise a zéro (constitué par exemple par un
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transistor du type MOS), monté en paralléle avec chaque capacité
d’'intégration C1 a C3.

Les sorties S1 a S3 des amplificateurs sont reliées aux entrées E1
a E3 du multiplexeur 6. Cette disposition classique permet de délivrer “ en
serie " et ligne apres ligne, (L1 a L3) en sortie SM du multiplexeur 6, des
signaux qui correspondent aux charges accumulées aux points “ A" de tous
les points photosensibles P1 a P9.

Il est a noter qu’il est connu aussi, pour remplir la fonction
d'interrupteur qui, dans I'exemple de la figure 2, est tenue par la diode de
commutation Dc, d’utiliser un transistor ; ce dernier présente par rapport a la
diode une plus grande complexité de connexion, mais il offre des avantages
dans la qualité de son état “ passant ”, avantages qui seront évoqués dans la
suite de la description.

La figure 3 illustre schematiquement un dispositif photosensible 1’
qui differe de celui de la figure 2, principalement en ce qu’il comporte une
matrice 20 dans laquelle les diodes de commutation Dc, sont remplacées par
des transistors T par exemple realisés par les techniques de dépot de films
en couches minces. Ces techniques sont connues dans la littérature anglo-
saxonne sous le nom de Thin Film Transistor (TFT). Ces techniques peuvent
egalement étre utilisées pour réaliser la matrice 2 représentée figure 2.

Dans le schema montré a la figure 3 a titre d'exemple, dans
chaque point photosensible P1 a P9, le transistor T est relié par sa source S
a la cathode de la photodiode Dp c'est-a-dire au point “ A”, sa grille G est
reliee au conducteur ligne Y1 a Y3 auquel appartient le point photosensible,
et son drain D est relie au conducteur colonne X1 a X3 auquel appartient le
point photosensible. Les anodes de toutes les photodiodes Dp sont réunies,
et reliees a une sortie SY4 du circuit de commande ligne 3. La sortie SY4
delivre une tension dite de polarisation Vpolar, négative par rapport au
potentiel de référence VR ou masse, de 'ordre par exemple de -5 volts, qui
sert a constituer la polarisation en inverse des photodiodes Dp ; le circuit de
commande ligne 3 recgoit par exemple cette tension de polarisation d'une
source d’alimentation 4.

Pour mieux comprendre le fonctionnement général des dispositifs
représentes aux figures 2 et 3, on peut se reporter a la demande de brevet
frangais publiée sous le n° FR 2 760 585.
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Plus précisément, afin d’améliorer la correction d'offset, les
dispositifs précedemment décrits peuvent fonctionner de la fagon suivante.

Lors d'une phase de lecture, on soumet le dispositif photosensible
a un cycle d'images successives comportant une image utile précédée d'au
moins une image d’offset réalisée a un instant initial. Selon l'invention, on
applique a l'image utile une correction fonction de I'image d’'offset réalisée a
'instant initial et du temps séparant 'image utile de 'image d’offset réalisée a
I'instant initial.

On définit un intervalle de temps utilisable au cours duquel 'image
utile devra intervenir. Le début de l'intervalle de temps utilisable correspond a
la fin de l'acquisition de l'image d'offset (acquise en tache de fond par le
systeme). La fin de l'infervalle de temps utilisable correspond au début de
'acquisition de I'image d'offset suivante. Si un opérateur souhaite réaliser
une image utile apres la fin de lintervalle de temps utilisable, il devra donc
attendre que la nouvelle image d'offset soit realisee. La fin de lI'acquisition de
cette nouvelle image d’'offset marque le debut d'un nouvel intervalle de temps

utilisable.

Plus préecisement, la correction fonction du temps, correction
definie precédemment, est elaborée lors d'une phase de calibration
généralement réalisée au cours de la fabrication du dispositif photosensible.
La phase de calibration précede la phase de lecture au cours de laquelle
interviennent l'image d'offset réalisée a linstant initial et l'image utile. Au
cours de la phase de calibration, on réalise plusieurs couples d'image
d'offset. Les deux images d'offset de bhaque couple sont séparées d’'une
duree donnee ti. Deux images dun couple sont représentées sur le
chronogramme de la figure 4. La premiere image dite offset ¢ porte le repere
40 et la seconde image dite offset § porte le repere 41. On choisit pour les
differents couples d’'image d'offset des durées ti se répartissant dans un
intervalle de temps identique a l'intervalle de temps utilisable, employe en
phase de lecture. Pour chaque couple d'image d'offset, on détermine, puis
on memorise la différence entre la deuxieme image d'offset 41 et la premiere
image d'offset 40. Les differences mémorisées sont indexées a l'aide du
temps ti correspondant.

En phase de lecture, on soustrait de I'image utile, une image
d'offset courante fonction de 'image d'offset réalisée a l'instant initial et de la
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difféerence mémorisée correspondant sensiblement au temps séparant
I'image utile de 'image d'offset realisee a I'instant initial. Plus précisement, si
par convention, on choisit que la difference mémorisée est égale a la
premiere image d'offset 40 a laquelie on soustrait la deuxieme image d'offset
41, 'image d'offset courante est alors sensiblement égale a I'image d'offset
réalisee a un instant initial a laquelle on soustrait la différence mémorisée.

A titre d'alternative, en phase de calibration, il est possible de
memoriser simplement la deuxieme image 41 de chaque couple. Puis en
phase de lecture on soustrait [a deuxieme image d'offset 41 d’'un couple
correspondant sensiblement au temps ti separant I'image utile de lI'image
d'offset réalisée a un instant initial.

Avantageusement, afin d'ameéliorer la qualité des difféerences
memorisées, on réalise en phase de calibration pour chaque couple, une
image d'offset non utilisee 42. Cette image 42 précede la premiere image 40
et un temps sensiblement fixe sépare I'image d’offset non utilisee 42 de la
premiere image d'offset 40. Avantageusement, le temps sensiblement fixe
est égal au temps séparant deux images d'offset réalisées en phase de
lecture. Dans certains cas dutilisation, le temps sensiblement fixe de la
phase de lecture peut etre different (géneralement supeérieur) de celui de la
phase de calibration.

En phase de calibration, pour chaque couple d'image d'offset, la
difference mémorisée peut étre determinée pour chaque point photosensible
du dispositif. Ceci permet de tenir compte des écarts temporels de relaxation
des pieges pouvant exister entre les différents points photosensibles. En
revanche, ceci présente l'inconvénient d'ajouter du bruit & la correction
effectuée sur I'image d'offset courante.

En phase de calibration, on peut également meémoriser une
difference globale pour I'ensemble du dispositif. Cette difference entre la
deuxieme image doffset 41 et la premiére image d'offset 40 est alors
déterminée sur le niveau moyen de chaque image composant le couple
d'images d'offset. Ceci ne génere pas de bruit sur la correction appliquéee a
'image d'offset courante, mais ne tient pas compte d'écarts éventuels entre
les difféerents points photosensibles du dispositif.

En phase de calibration, pour chaque couple d'image d'offset, la
difference mémorisée peut egalement étre déterminée sur le niveau moyen
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de parties de chaque image d'offset. Cette variante est par exemple utile
lorsque les points photosensibles sont realisés sur plusieurs substrats
distincts raboutés pour former la matrice 2.
On sait que les images d'offset peuvent varier en fonction de la
5 temperature. On peut donc appliquer a 'image utile une correction fonction
de la temperature a laquelle I'image utile est réalisée. Plus précisément, on
peut memoriser des différences telles que définies précédemment avec une
double indexation, une premiere fonction du temps ti et une seconde fonction
de la température.

10 En variante, on peut se passer d'une phase de calibration
proprement dite et, realiser I'ilmage d'offset 1 apres l'image utile. On peut
mettre en ceuvre cette variante en réalisant, aprés I'image utile, un cycle
comprenant une image d'offset ¢ 40 suivi d'une image d'offset 4 41. Les
images 40 et 41 sont alors distantes d’'une durée sensiblement égale a ti. De

15 facon plus simple et plus rapide, on peut se contenter de realiser une image
d'offset ; distante de I'image utile de la durée ti.
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REVENDICATIONS

1. Proceédé de commande d'un dispositif photosensible comprenant au
moins un point photosensible avec une photodiode (Dp) reliee a un element de
commutation, consistant a soumettre le point photosensible lors d'une phase de
lecture a un cycle d'images successives comportant une image utile précedée d'au
moins une image d'offset réalisée a un instant initial, caractérisé en ce gu'on
applique a l'image utile une correction fonction de l'image d'offset realisée a l'instant
initial et du temps (ti) séparant l'image utile de limage d'offset réalisée a linstant
initial, et en ce que la correction fonction du temps (ti) est elaborée lors d'une phase

de calibration précédant la phase de lecture.

2. Procédé selon la revendication 1, caracterisé en ce qu'en phase de
calibration le procéde consiste a réaliser plusieurs couples d'images d'offset, les
deux images de chaque couple etant separées d'une duree donnee (ti), les durees
données (ti) des différents couples etant repartis a I'intérieur d'un intervalle de temps
utilisable en phase de lecture, a déterminer puis a mémoriser la difference entre |la
deuxieme image d'offset (41) et la premiere image d'offset (40) de chaque couple,
puis en phase de lecture a soustraire une image d'offset courante de limage utile,
'image d'offset courante étant fonction de l'image d'offset realisée a l'instant initial et

de la différence mémorisée correspondant sensiblement au temps séparant l'image

utile de l'image d'offset réalisée a un instant initial.

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend une
phase de calibration précedent la phase de lecture, en ce qu'en phase de calibration
le procédé consiste a réaliser plusieurs couples d'images d'offset, les deux images
de chaque couple étant séparées d'une durée donnee (i), les durées donnees (ti)
des différents couples étant répartis a l'intérieur d'un intervalle de temps utilisable en
phase de lecture, a mémoriser la deuxieme image d'offset (41) de chaque couple,

puis en phase de lecture a soustraire la deuxieme image d'offset (41) d'un couple
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correspondant sensiblement au temps (ti) séparant I'image utile de l'image d'offset

realiseée a un instant initial.

4. Procédé selon la revendication 2, caracterisé en ce que l'image d'offset
courante est sensiblement égale a I'image d'offset réalisée a l'instant initial, a laquelie
on soustrait [a différence memorisée conventionnellement choisie comme egale a la

premiere image d'offset (40) a lagueile on soustrait la deuxieme image d'ofiset (41).

5.  Procédé selon I'une quelconque des revendications 2 a 4, caractérisé
en ce qu'en phase de calibration, chaque couple d'image d'offset est precédé d'une
image d'offset non utilisée et en ce que, pour I'ensemble des couples, un temps

sensiblement fixe sépare l'image d'offset non utilisee de la premiere image d'offset

du couple considére.

6. Procéde selon l'une quelconque des revendications 2, 4 et 9,
caracterisé en ce qu'en phase de calibration, la différence entre la deuxieme image

d'offset et la premiere Image d'offset est determinee pour chagque point

photosensible.

/. Procédé selon ['une quelconque des revendications 2, 4 et 5,
caracterisé en ce qu'en phase de calibration, la différence entre la deuxieme image
d'offset (41) et la premiere image d'offset (40) est déterminée sur le niveau moyen de

chaque image d'offset.

8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 2, 4 et 5,
caracterisé en ce qu'en phase de calibration, la difféerence entre la deuxieme image

d'offset (41) et la premiere image d'offset (40) est déterminée sur le niveau moyen de

parties de chaque image d'offset.

9. Procede selon la revendication 1, caractérise en ce qu'll consiste a

realiser une image d'offset courante apres I''mage utile et séparée d'une durée (ti) de
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'image utile, la durée (ti) correspondant au temps separant l'image utile de l'image

d'offset réalisée a l'instant initial, puis a soustraire une image d'offset courante de

'image utile.

10. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 a 9, caracterise

en ce qu'on appligue a l'image utile une correction fonction de la temperature a

laquelie i'ilmage utiie est reaiisee.
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